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(57)【要約】
　実際に容易に実施することができ、短時間しか必要と
せず、ドライブのメディアテーブルに各々書き込み方式
および読み取り方式が格納されていないディスクに対し
ても、最適な書き込み方式パラメータと読み取りパラメ
ータを決定することができる、書き込み方式パラメータ
と読み取りパラメータを各々決定する改良された装置お
よび方法を提供すること。光記録担体100にデータを記
録するための書き込み方式パラメータを決定する装置お
よび対応する方法と、光記録担体100からデータを読み
取るための読み取りパラメータを決定する装置および対
応する方法とに関する。実際に容易に実施することがで
き、短い時間を要するのみであり、ドライブにおけるメ
ディアテーブルに書き込み方式が格納されているときに
もディスクの最適な書き込み方式パラメータを決定する
ことができる、改良された装置および方法を提供する目
的で、書き込み方式パラメータを決定する装置であって
、
－　初期書き込み方式パラメータを設定する初期化手段
110と、
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光記録担体にデータを記録するための書き込み方式パラメータを決定する装置であって
、
　－　初期書き込み方式パラメータを設定する初期化手段と、
　－　当該書き込み方式パラメータを最適化するための実験計画法において使用するため
の初期変数水準と初期実験計画とを、当該初期書き込み方式パラメータの変動に基づいて
設定する設定手段と、
　－　実験計画法を使用することによって、最適化された書き込み方式パラメータを決定
する最適化手段と、
　－　前記最適化手段によって決定された前記最適化された書き込み方式パラメータをさ
らに最適化すべきであるかを、所定の基準に基づいて調べ、前記書き込み方式パラメータ
をさらに最適化すべきである場合に、当該書き込み方式パラメータをさらに最適化するた
めに前記実験計画法のさらなる反復において使用するための新しい変数水準と新しい実験
計画とを決定する、反復手段と、
　を備える、装置。
【請求項２】
　当該最適化手段が、
　－　当該記録担体へのテスト記録を、前記実験計画法によって使用される前記変数水準
および前記実験計画に設定されている当該初期書き込み方式パラメータの変動を使用して
、所定の回数だけ実行するテスト記録手段と、
　－　テスト記録の各々について、当該テスト記録の記録品質を示す品質パラメータの品
質パラメータ値を測定する測定手段と、
　－　当該テスト記録の前記測定された品質パラメータ値を評価することによって、最適
化された書き込み方式パラメータを決定する決定手段と、
　を備える、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　光記録担体からデータを再生するための読み取りパラメータを決定する装置であって、
　－　初期読み取りパラメータを設定する初期化手段と、
　－　当該読み取りパラメータを最適化するために実験計画法において使用するための初
期変数水準と初期実験計画とを、当該初期読み取りパラメータの変動に基づいて設定する
設定手段と、
　－　実験計画法を使用することによって、最適化された読み取りパラメータを決定する
最適化手段と、
　－　前記最適化手段によって決定された前記最適化された読み取りパラメータをさらに
最適化すべきであるかを、所定の基準に基づいて調べ、前記読み取りパラメータをさらに
最適化すべきである場合に、当該読み取りパラメータをさらに最適化するために前記実験
計画法のさらなる反復において使用するための新しい変数水準と新しい実験計画とを決定
する、反復手段と、
　を備える、装置。
【請求項４】
　当該最適化手段が、
　－　当該記録担体からのテスト読み取りを、前記実験計画法によって使用される前記変
数水準および前記実験計画に設定されている当該初期読み取りパラメータの変動を使用し
て、所定の回数だけ実行するテスト読み取り手段と、
　－　テスト読み取りの各々について、当該テスト読み取りの読み取り品質を示す品質パ
ラメータの品質パラメータ値を測定する測定手段と、
　－　当該テスト読み取りの前記測定された品質パラメータ値を評価することによって、
最適化された読み取りパラメータを決定する決定手段と、
　を備える、請求項３に記載の装置。
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【請求項５】
　当該決定手段が、モデル、具体的には二次モデルを使用することによってと、当該モデ
ルの最適値、具体的には最小値を決定することによって、前記最適化されたパラメータを
決定するようにされている、請求項２または４に記載の装置。
【請求項６】
　当該測定手段が、ジッター、ブロック誤り率、またはビット誤り率を品質パラメータと
して使用するようにと、各々、各テスト記録および各テスト読み取りの後に、前記ジッタ
ー値を測定するようにされている、請求項２または４に記載の装置。
【請求項７】
　当該設定手段が、当該実験計画法において使用される当該実験計画において、所定の回
数の実験、特に（9 + 4?n）回の実験（n = 0, 1, 2,...）を設定するようにされている、
請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　当該設定手段が、当該実験計画法において使用される当該実験計画に13回の実験を設定
するようにされている、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　当該設定手段が、当該初期変数水準と当該初期実験計画とを、所定の数、特に2つの当
該初期パラメータの変動に基づいて設定するようにされている、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　当該反復手段が、前記最適化されたパラメータをさらに最適化すべきかを調べるための
当該所定の基準において、前記最適化されたパラメータを当該最適化手段によって決定す
るために使用されるモデルの1つ以上の係数値を使用するようにされており、当該所定の
基準が当該係数値のしきい値を備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　当該反復手段が、前記最適化されたパラメータを当該最適化手段によって決定するため
に使用されるモデルの1つ以上の係数値に基づいて、新しい変数水準と新しい実験計画と
を決定するようにされている、請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　当該反復手段が、二次モデルの二次係数値に基づいて新しい変数水準と新しい実験計画
とを決定するようにされている、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　当該反復手段が、当該1つ以上の係数値に基づいて前の変数水準を増大させる、減少さ
せる、および／またはシフトすることによって、新しい変数水準を決定するようにと、当
該新しい変数水準に基づいて新しい実験計画を決定するようにされている、請求項１１に
記載の装置。
【請求項１４】
　当該初期パラメータが、ADIP情報に格納されているパラメータ、または、ADIP情報に基
づいて選択される、ドライブにおけるメディアテーブルに格納されている2つのクラスの
デフォルトのパラメータ、を含んでいる、請求項１に記載の装置。
【請求項１５】
　光記録担体にデータを記録するための書き込み方式パラメータを決定する方法であって
、
　－　初期書き込み方式パラメータと、当該書き込み方式パラメータを最適化するために
実験計画法において使用するための初期変数水準と初期実験計画とを設定するステップと
、
　－　実験計画法を使用することによって、最適化された書き込み方式パラメータを決定
するステップと、
　－　前記決定された最適化された書き込み方式パラメータをさらに最適化すべきである
かを、所定の基準に基づいて調べるステップと、
　－　前記書き込み方式パラメータをさらに最適化すべきである場合に、当該書き込み方
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式パラメータをさらに最適化するために前記実験計画法のさらなる反復において使用する
ための新しい初期変数と新しい初期実験計画とを決定するステップと、
　を備える、方法。
【請求項１６】
　光記録担体からデータを読み取るための読み取りパラメータを決定する方法であって、
　－　初期読み取りパラメータと、当該読み取りパラメータを最適化するために実験計画
法において使用するための初期変数水準と初期実験計画とを設定するステップと、
　－　実験計画法を使用することによって、最適化された読み取りパラメータを決定する
ステップと、
　－　前記決定された最適化された読み取りパラメータをさらに最適化すべきであるかを
、所定の基準に基づいて調べるステップと、
　－　前記読み取りパラメータをさらに最適化すべきである場合に、当該読み取りパラメ
ータをさらに最適化するために前記実験計画法のさらなる反復において使用するための新
しい初期変数と新しい初期実験計画とを決定するステップと、
　を備える、方法。
【請求項１７】
　光記録担体にデータを記録する、および／または光記録担体からデータを読み取るため
のサーボパラメータを決定する装置であって、
　－　初期サーボパラメータを設定する初期化手段と、
　－　当該サーボパラメータを最適化するために実験計画法において使用するための初期
変数水準と初期実験計画とを、当該初期サーボパラメータの変動に基づいて設定する設定
手段と、
　－　実験計画法を使用することによって、最適化されたサーボパラメータを決定する最
適化手段と、
　－　前記最適化手段によって決定された前記最適化されたサーボパラメータをさらに最
適化すべきであるかを、所定の基準に基づいて調べ、前記サーボパラメータをさらに最適
化すべきである場合に、当該サーボパラメータをさらに最適化するために前記実験計画法
のさらなる反復において使用するための新しい変数水準と新しい実験計画とを決定する、
反復手段と、
　を備える、装置。
【請求項１８】
　当該サーボパラメータが、フォーカスオフセット、半径方向の傾きの較正、球面収差、
接線方向の傾き、半径方向のオフセット、のうちの1つ以上を含んでいる、請求項１７に
記載の装置。
【請求項１９】
　光記録担体にデータを記録する、および／または光記録担体からデータを読み取るため
のサーボパラメータを決定する方法であって、
　－　初期サーボパラメータを設定するステップと、
　－　当該サーボパラメータを最適化するために実験計画法において使用するための初期
変数水準と初期実験計画とを、当該初期サーボパラメータの変動に基づいて設定するステ
ップと、
　－　実験計画法を使用することによって、最適化されたサーボパラメータを決定するス
テップと、
　－　前記最適化されたサーボパラメータをさらに最適化すべきであるかを、所定の基準
に基づいて調べるステップと、
　－　前記サーボパラメータをさらに最適化すべきである場合に、当該サーボパラメータ
をさらに最適化するために前記実験計画法のさらなる反復において使用するための新しい
変数水準と新しい実験計画とを決定するステップと、
　を備える、方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光記録担体にデータを記録するための書き込み方式パラメータを決定する装
置と、それに対応する方法とに関する。さらに、本発明は、光記録担体からデータを読み
取るための読み取りパラメータを決定する装置と、それに対応する方法とに関する。さら
には、本発明は、光記録担体にデータを記録する、および／または光記録担体からデータ
を読み取る、ためのサーボパラメータを決定する装置と、それに対応する方法とに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　光ディスクに正しく書き込むため、レーザーは、特定のパターン、いわゆる書き込み方
式によって制御される。ほとんどの場合（ただし必ずではない）、書き込み方式は、例え
ば、記録型および書き換え可能DVDディスクの場合にはADIP情報として、ディスクに格納
されている。しかしながら、この情報は、必ずしも正しいあるいは最適な書き込み方式で
はないことがある。なぜなら、ディスクの製造業者によって調整されている書き込み方式
は、一般的には特定の基準ドライブにおいて行われるためである。基準ドライブの光学経
路は、実際の光学ドライブとは異なる。従って、さまざまなタイプのディスクの書き込み
方式は、しばしば、（開発時に）ドライブにおけるメディアテーブルに格納される。この
場合、未知のタイプまたは新しく開発されたタイプのディスクは、メディアテーブルに記
載されていないという問題がある。その場合、ドライブは、ディスクに格納されている書
き込み方式を使用する。上述されているように、これは最適な書き込み方式ではなく、ド
ライブの製造業者によって設定されるシステムマージンによっては、特定のディスクが特
定の速度において正しく書き込まれないことがあり得る。
【０００３】
　G. Langereisの論文（非特許文献１）は、書き込み方式を最適化するアルゴリズムを説
明している。この論文には、具体的には、3Tスペースの後ろのマークに対する熱バランシ
ングと、より大きなマークにおけるノッチによる改良されたマーク内温度補正(in-mark t
emperature compensation)とを備えたキャッスル方式(castle strategy)と、実験計画法
（DOE）を使用しての応答曲面法とが説明されている。しかしながら、このアルゴリズム
には、実際の光学ドライブに実施するうえでの欠点がある。具体的には、探索(search po
ssibilities)が利用できず、アルゴリズムに含まれるパラメータも多くない。
【０００４】
　類似する問題は、光記録担体に格納されているデータを再生するときにも起こる。光デ
ィスクのプレイアビリティ(playability)の調整は、非常に時間がかかる。ディスクのさ
まざまな欠陥（スクラッチキズ、指紋、ほこりなど）と衝撃挙動との間でパラメータ間の
妥協を行わなければならない。プレイアビリティは、一般的にはプロジェクトの開発段階
において調整される。システムマージンによっては、読み取り時、使用機器におけるパラ
メータの拡散／ドリフト(parameter spread/drift)によってデータ誤りが発生しうる。例
えば、自動車用途においては、時間の関数として大幅に変動する環境／条件において非常
に低いアクセス失敗率（例:10ppm）が要求される。
【非特許文献１】「光学ドライブにおける書き込み方式を最適化するための曲面応答法（
Surface Response Methodology for Write Strategy Optimisation in Optical Drives）
」（G. Langereis、Japanese Journal of Applied Physics、Vol. 43、No. 8A、p.5623～
5629）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、実際に容易に実施することができ、短時間しか必要とせず、ドライブ
のメディアテーブルに各々書き込み方式および読み取り方式が格納されていないディスク
に対しても、最適な書き込み方式パラメータと読み取りパラメータを決定することができ
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る、書き込み方式パラメータと読み取りパラメータを各々決定する改良された装置および
方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的は、本発明の請求項１に記載されている、書き込み方式パラメータを決定する
装置であって、
－　初期書き込み方式パラメータを設定する初期化手段と、
－　当該書き込み方式パラメータを最適化するために実験計画法において使用するための
初期変数水準(variable level)と初期実験計画とを、当該初期書き込み方式パラメータの
変動に基づいて設定する設定手段と、
－　実験計画法を使用することによって、最適化された書き込み方式パラメータを決定す
る最適化手段と、
－　前記最適化手段によって決定された前記最適化された書き込み方式パラメータをさら
に最適化すべきであるかを、所定の基準に基づいて調べ、前記書き込み方式パラメータを
さらに最適化すべきである場合に、当該書き込み方式パラメータをさらに最適化するため
に前記実験計画法のさらなる反復において使用するための新しい変数水準と新しい実験計
画とを決定する、反復手段と、
を備える、装置、によって達成される。
【０００７】
　さらに、上記目的は、本発明の請求項３に記載されている、読み取りパラメータを決定
する装置であって、
－　初期読み取りパラメータを設定する初期化手段と、
－　当該読み取りパラメータを最適化するために実験計画法において使用するための初期
変数水準と初期実験計画とを、当該初期読み取りパラメータの変動に基づいて設定する設
定手段と、
－　実験計画法を使用することによって、最適化された読み取りパラメータを決定する最
適化手段と、
－　前記最適化手段によって決定された前記最適化された読み取りパラメータをさらに最
適化すべきであるかを、所定の基準に基づいて調べ、前記読み取りパラメータをさらに最
適化すべきである場合に、当該読み取りパラメータをさらに最適化するために前記実験計
画法のさらなる反復において使用するための新しい変数水準と新しい実験計画とを決定す
る、反復手段と、
を備える、装置、によって達成される。
【０００８】
　対応する方法は、請求項１５および１６に定義されている。本発明の好ましい実施例は
、従属請求項に定義されている。
【０００９】
　本発明は、ディスクに記録するために使用すべき書き込み方式パラメータと、ディスク
からデータを読み取るために使用すべき読み取りパラメータとが、各々、ディスク、記録
装置、および記録速度、並びにディスク、読み取り装置、および読み取り速度に依存する
という着想に基づいている。未知のディスクに対して、書き込み方式パラメータ／読み取
りパラメータは、実際の記録速度/読み取り速度における記録装置／ディスクと、読み取
り装置/ディスクの組合せの各々について、決定されるべきである。本発明は、書き込み
方式パラメータおよび読み取りパラメータを決定するためのこのような自己学習式の最適
化手順を提案する。
【００１０】
　具体的には、本発明は、最初、既知の実験計画法を使用して最初の最適化の実行を行う
ことを提案する。この実験計画法は、一般的には、プロセスに影響する要因とそのプロセ
スの出力との間の関係を求めるための、構造化された組織的方法である。すなわち、これ
は、数学的に系統的なテーブルによって指示される計画的に行われる強制的な変更を観察
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することにより、要因の中間的な測定値と要因間の相互作用を統計的に定量化するために
使用される実験的方法である。この最初の実行を行うため、初期書き込み方式パラメータ
／読み取りパラメータ（以下ではまとめて「初期パラメータ」とも称される）と、初期変
数水準と、初期実験計画とが、決定される。これらの初期パラメータは、例えば、記録担
体自体から読み取られるか、または、装置自体に格納されているデフォルトの書き込み方
式／読み取り方式から取得することができる。書き込み方式パラメータは、例えば、記録
出力、（奇数および偶数マークの）冷却ギャップ(cooling gap)、出力増分、時間増分で
ある。これらのパラメータは、一般的には、記録担体上、例えば、記録型CDにおけるATIP
（Absolute Time In Pregroove）情報の中、または記録型DVD + RディスクにおけるADIP
（Absolute Address In Pregroove）の中にあらかじめ格納されている。読み取りパラメ
ータは、例えば、サーボパラメータ（半径方向パラメータ、フォーカス帯域幅など）、復
号器パラメータ（イコライザ、スライサ、PLL帯域幅）である。
【００１１】
　これらのパラメータからパラメータグループ、具体的には1つまたは2つのパラメータ（
一度にさらに多くのパラメータも可能であるが、計算が複雑になる）が選択され、このパ
ラメータグループから、実験計画法の初期変数水準および初期実験計画とが決定される。
例えば、記録型DVDディスクの場合、実験計画法によって最適化すべき書き込みパラメー
タとして、記録出力Pwと、3Tマークの書き込みパルス持続時間Ti3とが選択される。これ
らのパラメータは、特定の相関関係を持つことが好ましい。従って、これらのパラメータ
の変動のさまざまな組合せが、変数水準として（「符号化された」形式または「正規化さ
れた」形式において）決定され、実験計画に設定される。最適化された書き込み方式パラ
メータを決定するため、実験計画に設定されている書き込み方式パラメータの組合せを使
用してテストデータを記録担体に書き込む、複数のテスト記録が、実験計画に従って実行
されることが好ましい。
【００１２】
　同様に、最適化された読み取りパラメータを決定するため、実験計画に設定されている
読み取りパラメータの組合せを使用して記録担体からテストデータを読み取る、複数のテ
スト読み取りが、実験計画に従って実行される。記録担体からテストデータを読み取る代
わりに、ディスクエラーあるいはディスク欠陥（例:指紋、ブラックドット、スクラッチ
キズ）を有するテストディスク（および市場で使用されているディスク）も、この目的の
ため同じように使用される。これらのディスクは、開発時、市販されているディスクをシ
ミュレートする目的で使用される。
【００１３】
　結果として、実験計画法によって、最適化された書き込み方式パラメータ／最適化され
た読み取りパラメータ（以下ではまとめて「最適化されたパラメータ」とも称される）が
、得られる。その後、さらなる最適化が必要であるかが、所定の基準、例えば、実験計画
法の最初の実行時にさまざまな実験によって得られた結果としてのジッターを使用して、
調べられる。
【００１４】
　さらなる最適化が必要ない場合、その記録担体にデータを記録するときと、その記録担
体からデータを読み取るときには、決定された最適化されたパラメータが使用される。そ
うでない場合、反復を開始し、実験計画法の前の実行時に得られた結果に基づいて決定さ
れる新しい変数水準および新しい実験計画を使用して、実験計画法のさらなる実行が、行
われる。これらの反復は、所定の基準、例えば、ジッターが所定のしきい値を下回ってい
る、所定の回数の反復が実行された、および／または、前回の反復によってさらなる大き
な向上を達成できないこと、が満たされるまで、1回以上実行することができる。
【００１５】
　従って、本発明は、光記録担体の最適化されたパラメータを得るための単純かつ時間的
に効率的な方法を提供する。この方法は、ドライブにとって「未知」である光記録担体、
すなわち、書き込み方式パラメータ／読み取りパラメータがドライブに格納されていない
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光記録担体に使用されることが好ましい。しかしながら、本方法は、書き込み方式パラメ
ータ／読み取りパラメータが記録担体自体に格納されていない記録担体にも使用すること
もでき、あるいは、本方法は、記録担体に格納されている、またはドライブに格納されて
いる書き込み方式パラメータ／読み取りパラメータをさらに最適化する目的にも使用する
こともできる。個々のディスク各々について、ディスクに記録する／ディスクから読み取
るための最良の方法を、迅速に決定することができる。このことは、あらゆる種類の記録
担体について、信頼性の高いデータの記録／読み取りをもたらし、信頼性の高いデータの
記録は、記録されたデータの信頼性の高い再生をもたらす。さらに、この解決策により、
既存および新しいメディア製造業者からの新しいメディアが、すべてサポートされること
になる。書き込み方式の最適化の完了に20分を要する他の公知の解決策に比較して、提案
されている自己学習式の方式では、最適化には、わずか数秒しか要しない。
【００１６】
　最適化手段の好ましい実施例は、テスト記録手段／テスト読み取り手段と、品質パラメ
ータの品質パラメータ値を測定する測定手段と、テスト記録／テスト読み取りにおける前
記測定された品質パラメータ値を評価することによって、最適化されたパラメータを決定
する決定手段と、を備えている。このような品質パラメータは、例えば、ジッター、ブロ
ック誤り率、あるいはビット誤り率とすることができ、これらは、テスト記録／テスト読
み取り各々の後に測定されることが好ましい。
【００１７】
　最適化されたパラメータを決定するため、モデル、具体的には二次モデルが使用される
ことと、最適化されたパラメータを見つけるため、そのモデルに対する最適値、具体的に
は最小値が決定されることが、さらに好ましい。このような二次モデルが好ましいのは、
前端ジッターおよび後端ジッター(leading and trailing jitter)の両方が書き込み方式
パラメータに放物線的に依存することと、RMS値（総ジッターである）も二次形状を有す
ることとが示されているためである（上述されているG. Langereisの論文の図3および4を
参照）。しかしながら、一般的には、これ以外のモデルを使用することもできる。
【００１８】
　このようなモデルの別の利点は、好ましい実施例において提案されているように、決定
されたパラメータのさらなる最適化を行うべきか、すなわち、さらなる反復の実行が必要
であるかを調べるための所定の基準として、モデルの係数値を使用することもできること
である。例えば、二次モデルの場合、モデルの二次項の係数の係数値がこの目的に使用さ
れる。この係数値は、モデルの最適値（すなわち最小値）が見つかったか、あるいはさら
なる最適化が必要であるかを良好に示すことができる。さらには、この係数値は、反復の
方向、すなわち、さらなる反復において使用される新しい実験計画を決定するために前の
変数水準をどちらの方向に変更しなければならないか、すなわち方向および操作（増大／
低減／シフト）を示す目的にも使用することができる。
【００１９】
　提案される本発明は、書き込み方式パラメータおよび読み取りパラメータ以外のパラメ
ータ、すなわち、サーボパラメータ（例:半径方向傾き(radial tilt)に対するフォーカス
オフセットの較正、あるいはフォーカスオフセットに対する球面収差）の較正に使用する
こともできる。光記録担体にデータを記録する、および／または光記録担体からデータを
読み取るためのサーボパラメータを決定する、本発明による装置および方法は、請求項１
７～１９に定義されている。
【００２０】
　以下では、本発明について、図面を参照しながらさらに詳しく説明される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　図1は、記録型ディスクまたは書き換え可能ディスクにデータを記録するための書き込
み方式パラメータを決定する方法のフローチャートを示している。ディスクへの記録に使
用すべきレーザー出力および書き込み方式は、ディスクと、記録装置と、記録速度とに依
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存することが判明している。未知のディスク、すなわち、最適な書き込み方式パラメータ
をリストしている、ドライブに格納されているメディアテーブルにエントリが、存在せず
、従って最適化されていないディスク（より正確には、最適化されていないタイプのディ
スク）の場合、これらのパラメータは、実際の記録速度における記録装置／ディスクの組
合せ各々に対して、決定される。書き込み方式パラメータのこのような決定は、データ経
路によって生成される特定のコマンドによって起動することができ、このようなコマンド
は、本文書においては「BE_Calibrate record」コマンドS1と称される。
【００２２】
　従って、ステップS2において、ディスクが「未知」であるかを調べた後、ディスクが未
知でない場合、ステップS3において、そのディスクに記録するための最適な書き込み出力
Poptを決定する目的で、通常の公知のOPC手順が実行される。
【００２３】
　ディスクが「未知」である場合、ステップS4においても、デフォルトの書き込み方式（
例:ディスクから読み取られる）を使用して通常の公知のOPC手順が実行される。このOPC
手順は、指示出力Pind、すなわち最適化された書き込み方式パラメータを決定するための
次のステップS5における最適化方法（SLWSO）に使用される開始書き込み出力を決定する
ことを目的とする。このようにして、未知のディスクが周知のディスクに変換される。
【００２４】
　図2には、ステップ5の、提案される最適化方法のフローチャートが示されている。SLWS
O方法は、内側／外側ディスクテストゾーンにおいて実行され、かつディスクの外側から
内側の方向に書き込まれることが、好ましい。パラメータ（または実験）は、ディスクの
回転の移行毎に(every disc revolution transition)実験中に変更されることが好ましい
。各パラメータステップ（または実験）において、1回転の間に（例:DVD + Rの場合には1
つのADIPフレーム中に5回）ジッターが測定されて平均される。例えば、DVD + Rメディア
における記録プロセスは、記録出力、周囲温度、レーザー波長といった数多くのパラメー
タの変動に大きく影響される。最適なレーザー出力／タイミングの決定をより良好にする
ためには、ジッターの測定に基づく較正ルーチンが好ましい。ジッター読み出し測定は、
原理的には、偏心など円周に沿っての変動が平均化されるようにディスクの1回転に沿っ
て行うべきである。
【００２５】
　DVD + Rキャッスル書き込み方式のパラメータのうち、書き込み方式の最適化装置にお
いて使用できる最も重要なパラメータは、P（= Pw + dPw）、Ti3、およびdPwである。こ
れらは、いずれも図3に示されており、図3は、DVD + Rメディアの場合の6倍および8倍（1
6倍まで）の記録速度における書き込みパルスの一般的なレイアウトを概略的に示してい
る。これらのパラメータを使用して、2つの異なるステップS51およびS53（図2を参照）に
おいて実験が、行われる。これらのステップの各々の後、ステップS52およびS54において
、ジッター値σを読み取ることによって書き込みパフォーマンスが、調べられる。測定さ
れたジッターσが特定の上限σlimよりもすでに小さい場合、第一ステップS51または第二
ステップS53の後、さらなる実験は行われない。σlimは、実験から求めてドライブに設定
しておくことができ（例:10 %の上限）、このσlimでは、基準DVDプレーヤーにおいて書
き込まれたデータを読み取ることができる。
【００２６】
　最初の2つのステップの後にジッターが大きすぎる場合、ステップS55において調べられ
たdPwのレベルに応じた順序で2つのさらなるステップS56およびS57が行われる。通常では
、これらの追加のパラメータ（Tlp4、dTle、Ttop、およびTlp）は、書き込み方式の微調
整として必要とされるのみである。最後に、もう一度ジッターσが測定されて、ステップ
S58において、上限σlimに対して調べられる。依然として上限σlimより大きい場合、エ
ラーを想定し、そうでない場合、最適化方法が終了する。
【００２７】
　書き込み方式パラメータの定義は、DVD + R標準（DVD + R 4.7Gbytes Basic Format Sp
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ecifications、バージョン1.2、System Description、2003年7月）に記載されている。図
3は、キャッスル書き込み方式のパラメータを示しており、この書き込み方式は、上に引
用されているG. Langereisの論文に説明されており、ドライブにおけるフロントエンドIC
の書き込み方式レジスタをプログラムするために使用されることが好ましい。次の表1に
は、ディスクのADIP情報において使用されるさまざまな書き込み方式パラメータのバイト
番号および短い説明が示されている。

【表１】

【００２８】
　図2に示されている1つのSLWSOのステップS51、S53、S56、S57の手順は、図4のフローチ
ャートにさらに詳しく示されている。最初のステップS61において、変数水準が決定され
る。解像度を高めるため、さらなる実験を行うことができる。本文書にさらに説明される
好ましい実施例においては、符号「0.5」およびα = 1に基づく13回の実験が行われ、こ
れはパラメータの正規化を意味する（「1」は範囲全体が使用されることを意味し、「0.5
」は範囲の半分が使用されることを意味する）。しかしながら、一般的には、9 + 4n（n 
= 0, 1, 2）回の実験、例えば、9回の実験を行うこともできる。本文書に提案されている
13回の実験は、すべての方向において同じ回数の実験が行われ、これにより、9回の実験
と比較すると、最適化方法を実行するのに要する時間が増大しすぎることなく、解像度お
よび精度が大幅に向上する。
【００２９】
　次の表2は、この実施例における好ましい変数水準を示している。

【表２】

【００３０】
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　次の表3には、S62においてこの表から決定される提案される実験計画が示されている。

【表３】

【００３１】
　最適なパラメータを計算するため、上に引用されているG. Langereisの論文に説明され
ているように、統計手法、具体的には応答曲面法が使用される。この手法は、経験的にモ
デルを構築するための数学的手法および統計的手法の集合である。その目的は、2つの独
立変数（入力変数、例えばPおよびTi3）によって影響される応答（出力変数、例えばジッ
ター）を最適化することである。出力応答の変化の原因を識別する目的で、入力変数を変
化させる一連のテスト、いわゆる実験が行われる。
【００３２】
　応答曲面のほとんどの場合、近似の関数は、単純性を理由として多項式である。二次多
項式の場合、応答曲面は次のように記述される（式1）。

【数１】

【００３３】
　近似された応答における各係数の変化を低減するため、実験計画法（DOE）が適用され
る。品質工学の実際のDOEの場合、通常では中央複合計画（CCD:central composite desig
ns）が採用される。この計画法は、必要な実験の数に関して相対的に効率的であるため、
実際に幅広く使用されている。一般的には、k個の要因における拡張CCDでは、2k個の階乗
実験(factorial experiment)および2k個の軸方向実験と、少なくとも1つの中心点および4
個の端点とが必要である。このことは、k = 2の場合について図5に示されており、13回の
実験によるCCD方法を示している。
【００３４】
　最適値に相対的に近い場合には、真の応答曲面における曲率のため、通常では、応答を
近似する二次モデルが必要である。あてはめられた二次モデルは、次のように定義される
（式2）。
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【００３５】
　次いで、ステップS63において、実験計画を使用してN回の実験がディスクに書き込まれ
、すなわち、ディスクの回転の移行毎にパラメータ（または実験）が実験中に変更され、
テストデータがディスクに書き込まれる。各パラメータステップ（実験）において、ステ
ップS64において、ジッターσが、例えば1つのADIPフレーム中に5回、測定され、このと
き平均ジッターσxが計算されることが好ましい。モデルを見つけるため、ステップS65に
おいて、すべてのモデル係数「b」が、上述されているCCD方法を使用して、13回の実験の
ジッター測定値（σ0～σ12）に基づいて推定される。このことは、数学的に次のように
表現することができる。
【数３】

【数４】
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【数５】

従って、係数は次のように求められる。

【数６】

【数７】

【数８】

【数９】

【数１０】

【数１１】

これらの係数を使用して、次の式を用いてモデルがあてはめられる。

【数１２】
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【００３６】
　図6は、二次元プロット、具体的には、ジッターの関数としてのPARAM_1およびPARAM_2
のあてはめられた曲線を示している。
【００３７】
　その後、ステップS66において、あてはめられたモデルの（符号化された単位(coded un
its)での）PARAM_1およびPARAM_2の最小値を次式によって求めることによって、最適なパ
ラメータが決定される。

【数１３】

【００３８】
　符号化された（正規化された）最適値は、ステップS67において格納される前に、上に
示されている表2の2つのパラメータ値の間の線形補間によって、真のパラメータ値に変換
しなければならない。
【００３９】
　1つのパラメータの測定結果が放物線形状ではない場合、本発明によると、初期測定点
を反対方向にシフトまたは拡張することによって、反復プロセスが提案される。この方法
を示すフローチャートは、図7に示されている。
【００４０】
　図7の最初の部分、すなわち、ステップS61およびS62に対応するステップS71と、ステッ
プS63～S66に対応するステップS72は、上に説明されており図4に詳しく示されている実験
計画法（DOE）アルゴリズム（より詳しくは中央複合計画法）を説明している。図7のうち
、ステップS72に続く第二部分は、反復プロセスを説明している。反復プロセスの最初の
部分では、反復方向が決定され、第二部分では、新しい変数水準および実験計画が定義さ
れる。図7においては、ステップの回数を示すためにパラメータQが使用されている。
【００４１】
　ステップS71において決定される、符号化形式における初期変数水準は、次の表4から取
得することができる。

【表４】

【００４２】
　ステップS71において決定される、ステップzにおける初期実験計画は、次の表5から取
得することができる。
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【表５】

【００４３】
　一方向における範囲は、次式によって決定することができる。
【数１４】

および
【数１５】

【００４４】
　ステップS90における反復方向の決定（図8にさらに詳しく示されている）は、式（3）
の係数b4およびb5に基づく。すなわち、ステップS73において反復プロセスが必要である
か否かを決定するために、式の二次部分が使用される。求めるのはモデルの最小値である
ため、これら2つの係数b4およびb5の値は、正でなければならない。
【００４５】
　反復が必要ない場合、パラメータが計算されて格納され（S74）、式6に従ってジッター
が計算されて格納され（S75）、書き込み方式が一時的に格納される（S76）。ステップS7
7において、2回の実行がすでに行われており、かつジッターが前のステップよりも大きい
か、あるいはタイムアウトが存在するかが調べられる。肯定結果である場合、ジッターが
上限よりも小さいかが調べられる（S78）。小さい場合、最適化された書き込み方式パラ
メータによってEEPROMテーブルが更新される（S79）。そうでない場合、エラーが発行さ
れる。
【００４６】
　ステップS77におけるチェックが否定結果である場合、新しい実行を開始する前に変数
がリセットされる（S80）。さらに、ステップカウンタQが1だけ大きくされ（S81）、ジッ
ターが大きすぎるかが、dPwのレベルに応じた順序でチェックされる（S82）（比較参照:
図2のステップS55）。大きすぎる場合（S83）、追加のステップ3および4（図2のS56、S57
）が実行される。最終的には、5回の再試行の後（S84）、エラーが発行される。
【００４７】
　b4が負である場合、x1の範囲を増大させる（「拡張」と称される）ことによって、パラ
メータx1の方向の変更（東／西方向）を行わなくてはならない（図9aを参照）。従って、
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合、同じ手順が使用されるが、反復方向は北／南である（すなわちパラメータx2の方向の
変更:図9bを参照）。
【００４８】
　Δσ < 3 %（Δσ = σhighest - σlowest、これらは異なる実験からのジッターであ
る）である場合にも、同じ手順（ただし両方向）が有効である。決定項が負であり、かつ
係数b4およびb5の両方が正である場合にも、同じ手順に従う（図9cを参照）。これに対し
て、Δσ > 10 %であって範囲が大きすぎる場合（b4および／またはb5と決定項が0より大
きい場合のみ）、範囲を減少させなくてはならない（「縮小」と称される）（図9dおよび
9eを参照）。
【００４９】
　係数b4およびb5の両方が正であり、かつ、計算される最適なパラメータの一方または両
方が、符号化された範囲[- 1, + 1]の外側である場合、パラメータ方向の訂正（「シフト
」と称される）も行わなくてはならず、なぜなら、外挿が許容されないためである（x1の
正方向のわずかなシフトの場合は図9f、x2の負方向のシフトの場合は図9gを参照）。反復
方向は、図8に示されているように、最適なパラメータ値(x1)optおよび／または(x2)opt
から導くことができる。
【００５０】
　一方向における範囲Δxp1またはΔxp2は、新しい変数水準についても同じである。
【００５１】
　反復カウントIを1だけ大きくし（S91）、反復カウンタが所定の上限（この場合には例
えば5）を超えているかを調べた後（S92）、新しい変数水準が決定される（S93）。符号0
における変数値は次のとおりである。

【数１６】

【００５２】
　残りの変数水準は、次のように計算することができる。
【数１７】

【数１８】

【００５３】
　次いで、新しいパラメータx1およびx2が上限範囲（境界限界）内であるかが調べられる
。パラメータx1およびx2が範囲内である場合、
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【数１９】

【数２０】

【数２１】

【数２２】

【数２３】

【００５４】
　パラメータx1およびx2が範囲内ではない場合、図11に示されているように、開発時に実
験によって決定される境界に関する何らかの制約を考慮しなければならない。図11は、境
界限界の関数としてのパラメータx2の制約の例を示している。
【００５５】
　従って、新しい符号化された変数水準は、次の表6に示されているとおりである。

【表６】

【００５６】
　最後に、ステップS94において新しい実験計画が決定され、ステップS72に戻る。新しい
実験計画は、一例として次の表7に示されている。
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【表７】

【００５７】
　最適化された書き込み方式が決定された後、それをドライブに格納することができる。
このようにして、未知のディスクが周知のディスクに変換される。
【００５８】
　本発明による方法は、以下のように実施することができる。低速（? 6x DVD?R）につい
て、別のパラメータおよびパラメータ範囲が選択される。SLWSOが、ディスクの内側にお
けるテストゾーンにおいて完全に（最大4ステップ）実行される。
【００５９】
　高速（> 6x）でのDVD?R書き込みについて、以下のアルゴリズムを考慮することができ
る（図12および図13を参照）。SLWSOが、ディスクの外側におけるテストゾーンにおいて
完全に実行される。キャッスル書き込み方式の出力／タイミングパラメータが、そのディ
スクの最高記録速度（例:16倍）によって決定される。タイミングパラメータの値は、最
低速度（6.3倍、ディスクの内側）に対しても使用される。キャッスル書き込み方式の出
力パラメータは、最高速度および最低速度の両方によって決定される。中間の速度につい
ては、最高速度および最低速度の両方の間で出力パラメータの線形補間が行われる。ステ
ップあたりの反復回数が5回を超える場合、SLWSOの再試行が実行される。
【００６０】
　ここまで、光記録担体にデータを記録するための最適な書き込み方式パラメータを決定
するための本発明の実施例について説明した。本発明は、光記録担体からのデータを再生
するための読み取りパラメータを決定する目的にも、同じように使用することができる。
以下では、本発明のこの用途を示す実施例について説明されている。
【００６１】
　図14は、光学ドライブの最適なプレイアビリティに達するまで、プレイアビリティに関
するさまざまなパラメータが調整手段310によって調整される、適応ネットワークの実施
例の概略図を示している。ディスクの起動段階時、入力300（Pi）における開始値として
、開発段階からの初期設定がロードされる。ディスクの欠陥、衝撃挙動、あるいはこれら
両方の組合せといったさまざまな環境を扱うため、異なるクラスCLiに設定を分割するこ
とが好ましい。初期設定をロードした後、誤り測定ユニットにおいて誤り統計値が測定さ
れる。
【００６２】
　いま、ディスクの読み取り時にデータ誤りが発生し、回復が必要であるとする。読み取
りプロセスが停止され、読み取り回復手順を開始する。読み取り回復は、調整手段310に
よってパラメータを変更することによって可能である。次いで、同じデータが読み取られ
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、誤り統計値が測定され、最適値を見つけるための二次モデルが作成される。検索ユニッ
ト320によってパラメータの最適値を見つけるため、反復が必要となることがある。出力3
40において得られた結果に応じて、最適値が見つかるまで、次の反復において別の設定ク
ラスに切り換えられる。
【００６３】
　図15は、本発明による、ディスクからデータを読み取るための読み取りパラメータを決
定する方法の単純なフローチャートを示している。ディスクの起動段階S100において、デ
ィスクの起動（マウント）手順の一部としてプレイアビリティテストが行われる。テスト
はディスク上のさまざまな位置において行われる。次いで、ドライブの実際の環境で、実
際のディスクにおいてプレイアビリティがテストされる（S101）。これは起動の一部であ
るため、データリンクのためのメモリは必要ない。
【００６４】
　ディスクの読み取り時、すなわち、起動の初期設定によってディスクからデータを読み
取った後（read_cmd）、誤り統計値が測定される（S103）。その結果に応じて（S104）、
つねに最大のシステムマージンが形成されるように測定中にパラメータの変更を行うこと
ができ（S102）、すなわち、動的な最適化が適用される。読み取り誤りが発生する場合、
読み取りプロセスを停止させることによって、プレイアビリティの最適化（S102）を起動
することができる。最適化の後、読み取りプロセスを再び開始することができる。
【００６５】
　開発時、好ましくはさまざまな環境用のさまざまな設定が分析され、例えば1つ以上の
テーブルに格納される。最適化は、さまざまな大きさのさまざまな欠陥（スクラッチキズ
、ブラックドット、指紋など）を有する1枚以上の特定のテストディスクを用いて、特定
のテスト環境において行われる。プレイアビリティを向上させるため、図16のフローチャ
ートにステップごとに（S110、S112、S114、S116）示されているように、実験時にパラメ
ータ（PAR）が変更される。計算負荷を制限するため、この実施例においては、ステップ
あたり2つのみのパラメータを変更するように選択されている。留意すべき点として、図2
に示されている方式も、原理的には、読み取りパラメータの最適化に使用することができ
る。
【００６６】
　最初に（S110）、プレイアビリティに関して最も重要なパラメータPAR1，PAR2、例えば
、サーボパラメータ（半径方向パラメータ、フォーカス帯域幅）、復号器パラメータ（イ
コライザ、スライサ、PLL帯域幅）が選択される。実験ステップ（S110、S112、S114、S11
6）各々の後に、誤り統計値εが測定されたかが調べられ、その誤り統計値の所定の上限
εlimを超えているかが調べられる（S111、S113、S115、S117）。否定結果である場合、
次の実験ステップが実行され、そうでない場合、最適化手順が停止される。
【００６７】
　いま、少なくとも1つの誤りが存在する行／列（PI/PO）の数をカウントする2つのカウ
ンタ（BLERカウンタ）が、ハードウェアに存在すると想定する。これらは通常に使用され
るカウンタである。しかしながら、ハードウェアでは、1つの誤り、2つの誤り、3つの誤
りなどが存在する行／列の数をカウントするカウンタも利用可能であり、これはPI/PO訂
正用である。訂正不能な誤りの数をカウントするカウンタも存在する。このことは、デー
タの品質を判断するためのいくつかの追加の情報が利用できることを意味する。従って、
例えば、前のパラメータと比較して現在使用されているパラメータによって何らかの向上
が見られるかをより良好に判定するため、誤り統計値を蓄積することができる。
【００６８】
　図16に示されている1つのステップS110、S112、S114、S116の手順は、図17のフローチ
ャートにさらに詳しく示されており、このフローチャートは、図4に示されているフロー
チャートと本質的に同じである。最初のステップS121において、変数水準が決定される。
解像度を高めるため、より多くの実験を行うことができる。本文書においてさらに説明さ
れている好ましい実施例においては、符号「0.5」およびα = 1に基づく13回の実験が行
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われており、これらの符号は、図4を参照しながら上に説明されている意味と同じである
。上に示されている表2は、この実施例における好ましい変数水準を示している。ステッ
プS122において、表2から決定される提案される実験計画は、上の表3に示されている（た
だしこの場合には「測定されたジッターσ」の代わりに「誤り統計値ε」が求められる）
。
【００６９】
　最適なパラメータを計算するため、図5および式（1），（2）を参照しながら上に説明
されているように、統計手法、具体的には応答曲面法が使用される。
【００７０】
　次いで、ステップS123において、実験計画を使用してN回の実験が実行され、すなわち
、ディスクの回転の移行毎にパラメータ（または実験）が実験中に変更され、ディスクか
らテストデータが読み取られる。各パラメータステップ（または実験）において、ステッ
プS124において、誤り統計値（より一般的には品質データ）が測定され、このとき品質デ
ータの平均が計算されることが好ましい。モデルを見つけるため、ステップS125において
、上述されているCCD方法を使用して、13回の実験の誤り統計測定値（ε0～ε12）に基づ
いてすべてのモデル係数「b」が推定される（式（3）および図6も参照）。
【００７１】
　その後、ステップS126において、あてはめられたモデルのPARAM_1およびPARAM_2の（符
号化された単位での）最小値を上の式（4）によって求めることによって、最適なパラメ
ータが決定される。符号化された（正規化された）最適値は、ステップS127において格納
される前に、上に示されている表2の2つのパラメータ値の間の線形補間によって、真のパ
ラメータ値に変換しなければならない。
【００７２】
　1つのパラメータの測定結果が放物線形状ではない場合、（例えば図14に示されている
）反復プロセスが使用され、このプロセスでは、モデルの結果に応じて初期測定点が反対
方向にシフトまたは拡張される。これは、本発明の第一実施例について上に説明されてい
る場合と同じように行われる。
【００７３】
　図18は、光記録担体100にアクセスするドライブの概略的なブロック図を示している。
このドライブは、本発明による、書き込み方式パラメータおよび／または読み取りを決定
する装置を含んでいる。この装置は、上に説明されているように、初期書き込み方式パラ
メータ／初期読み取りパラメータを設定する初期化手段110を含んでおり、このパラメー
タは、例えば、メモリ200（例:係数テーブル（読み取り）またはドライブのメディアテー
ブル）から取得される、またはディスク100から直接的に取得される。さらに、この装置
は、書き込み方式パラメータ／読み取りパラメータを最適化するために実験計画法におい
て使用するための初期変数水準および初期実験計画を、初期書き込み方式パラメータ／初
期読み取りパラメータの変動に基づいて設定する設定手段120を含んでいる。最適化手段1
30は、これらの初期変数水準および初期実験計画を使用し、実験計画法を用いて、最適化
された（書き込み方式／読み取り）パラメータを決定する。従って、最適化手段130には
、記録担体100における複数のテスト記録／テスト読み取りを実験計画に従って実行する
テスト手段131と、テスト記録／テスト読み取りの各々について、そのテスト記録／テス
ト読み取りの記録品質／再生品質を示す品質パラメータ（例:書き込み方式パラメータを
最適化する場合の誤り統計値、読み取りパラメータを最適化する場合の誤り統計値）の品
質パラメータ値を測定する測定手段132と、テスト記録／テスト読み取りの測定された品
質パラメータ値を評価することによって、最適化された（書き込み方式／読み取り）パラ
メータを決定する決定手段133と、が設けられている。さらには、最適化手段130によって
決定された最適化された（書き込み方式／読み取り）パラメータをさらに最適化すべきか
を、所定の基準に基づいて調べ、最適化すべきである場合に、書き込み方式パラメータ／
読み取りパラメータをさらに最適化するためにさらなる反復において使用するための新し
い変数水準および新しい実験計画を決定する、反復手段140が設けられている。
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【００７４】
　最終的な最適化された（書き込み方式／読み取り）パラメータが見つかった場合、記録
担体100にデータを記録するおよび／または記録担体100からデータを読み取る、ドライブ
の記録／読み取り手段210、によってさらに使用できるように、それらをドライブ（例:メ
モリ200）に格納することができる。
【００７５】
　ここまで、特定の実施例を使用することによって本発明について説明してきた。上の実
施例は保護範囲を制限するものではなく、これらの具体的な実施例の特徴に対する多数の
修正形態および代替形態を構築できることが明らかである。具体的には、実験の回数、実
験において使用されるパラメータ、最適化に使用されるモデル、本方法における決定に使
用される基準は、本発明の方法を実施するための手段であり、これらの実施例に対して変
更することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】書き込み方式パラメータを決定する一般的な方法のフローチャートを示しており
、本発明による方法を含んでいる。
【図２】書き込み方式パラメータを最適化するための提案されている最適化方法をさらに
詳しく示している。
【図３】DVD + Rディスクに記録するために使用される書き込み方式の図を示している。
【図４】書き込み方式パラメータの最適化における1つの最適化ステップのサブステップ
のフローチャートを示している。
【図５】中央複合計画方式における2つの値x1およびx2の概略図を示している。
【図６】ジッターの関数としての2つのパラメータの場合の、あてはめられたモデルを示
している。
【図７】本発明による方法をさらに詳しく説明するフローチャートを示している。
【図８】反復方向を決定するステップを説明するフローチャートを示している。
【図９】図5の中央複合計画方式の概略図を示しており、変数水準を修正するさまざまな
方法を示している。
【図１０】図5の中央複合計画方式の概略図を示しており、得られるジッター値を示して
いる。
【図１１】境界限界の関数としての1つのパラメータの制約の例を示している概略図を示
している。
【図１２】高速で記録する場合に書き込み方式を最適化する方法の実際の実施例のフロー
チャートを示している。
【図１３】高速および低速で記録する場合に書き込み方式を最適化する方法の実際の実施
例のフローチャートを示している。
【図１４】読み取りパラメータまたは書き込みパラメータを決定するための適応ネットワ
ークの概略図を示している。
【図１５】読み取りパラメータを決定する方法の実施例を説明するフローチャートを示し
ている。
【図１６】読み取りパラメータを最適化する、提案されている最適化方法をさらに詳しく
示している。
【図１７】読み取りパラメータの最適化方法における1つの最適化ステップのサブステッ
プのフローチャートを示している。
【図１８】本発明による装置を含んでいるドライブのブロック図を示している。
【符号の説明】
【００７７】
100　ディスク
110　初期化手段
120　設定手段
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130　最適化手段
131　テスト手段
132　測定手段
133　決定手段
140　反復手段
200　メモリ
210　記録／読み取り装置
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【要約の続き】
－　書き込み方式パラメータを最適化するために実験計画法において使用するための初期変数水準および初期実験計
画を、初期書き込み方式パラメータの変動に基づいて設定する設定手段120と、
－　実験計画法を使用することによって、最適化された書き込み方式パラメータを決定する最適化手段130と、
－　最適化手段130によって決定された最適化された書き込み方式パラメータをさらに最適化すべきであるかを、所
定の基準に基づいて調べ、書き込み方式パラメータをさらに最適化すべきである場合に、書き込み方式パラメータを
さらに最適化するために実験計画法のさらなる反復において使用するための新しい変数水準と新しい実験計画とを決
定する、反復手段140と、
を備える、装置、が提案される。
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